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ノート
携帯電話サービスの普及の本格化に伴い，加入者の爆発的な増加は著しく，設備容量の増大を迅速かつ的確に行うため，小ゾーン均整化などの大規模な置局設計を短期間に効率的に行うことが重要な課題となっている．本稿では，置局設計を精度良く効率的に行えるよう機能拡充を図った置局設計総合支援システムについて紹介する．
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Figure 8 Level Map of Electrical Field Intensity(3D View)
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